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Stru¢na historie nasi rentgenové fyzikalni laboratofe na
Ustavu fyziky kondenzovanych latek [1] od doby jejiho
vzniku na pfirodovédecké fakulté Masarykovy univerzity
v Brné vcetné popisu experimentalniho vybaveni byla
popsana jiz kolegy Josefem Kubénou a Véaclavem Holym
v roce 2001 [2]. Od té doby vSak doslo k fadé¢ zmén
v provozovanych zafizenich i v personalnim slozeni a
proto se v tomto ¢lanku zamétime na Sirsi shrnuti historie
az po soucasny stav laboratoie v roce 2010.

1. Uvod do historie

Historie rentgenové laboratote saha az do obdobi po konci
druhé svétove valky v roce 1945, kdy po odchodu némecké
armady byl znovu otevien univerzitni areal a v ném
nalezen stolni rentgenovy zdroj Miiller s Debyeovou—
Scherrerovou komorou, komorou na zpétny odraz a
Laueho metodu. Tehdejsi zaméstnanci Ustavu experimen-
talni fyziky Prirodovédecké fakulty tuto aparaturu
postupné zprovoznili a ta byla vyuzivana pro méfeni a
analyzu riznych technickych materialt. Nejvice se této
problematice vénovali Jan Cermak a Martin Cernohorsky.
Jan Cermék pozdgji piesel do Prahy na Ustav fyziky
pevnych latek CSAV a Martin Cernohorsky zistal
v laboratofi do roku 1956, kdy presel do Ustavu fyzikalni
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metalurgie CSAV (UFM) v Brné a na Piirodovédeckou
fakultu se opét vratil po roce 1967. Védecka prace ve zdejsi
laboratofi byla v t¢ dob&é zamétfena hlavné na presné
stanoveni miizkovych parametrit polykrystalickych latek
podilovou metodou [3]; a v dobach bez vypocetni techniky
a digitalniho sbéru dat byly Cernohorského nomogramy
velmi efektivni pomickou pro rychlé urceni struktury [4].
V roce 1960 nastupuje do laboratoie Josef Kubéna, ktery se
v ramci své diplomové prace pod vedenim Martina
Cernohorského zabyval analyzou profilti rentgenovych
difrakei na polykrystalickych materidlech. Josef Kubéna
pusobi v laboratofi prakticky az do souéasnosti a svym
experimentalnim umem pfispél k rozvoji laboratore velmi
vyznamnym podilem.

V letech 1960-1970 se rtg laboratof stala organizacné
soucasti Katedry fyziky pevné faze, jejiz nazev byl zménén
az v roce 2000 na soucasny Ustav fyziky kondenzovanych
latek. V této dobé se rozvijela spoluprace s UFM v oboru
difuzivity v kovech a také byl pofizen novy stabilizovany
rentgenovy zdroj Mikrometa 2E brnénské firmy Chirana a
goniometr. Stabilita zdroje byla klicovou vlastnosti, ktera
umoznila provadét série kvantitativné reprodukovatelnych
meéfeni difrakénich Car. Rtg laboratoi slouzila také pro
vyuku studentt a tvorbu diplomovych praci.

I
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Obrazek 1. Prvni historicky topogram vykonového nizkofrekvenéniho tranzistoru v nasi laboratofi pofizeny Z. Janackem roku

1975 (z vlastniho archivu poskytl J. Kubéna).
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Obrazek 2. Prvni pocitacem fizeny dvoukrystalovy a trojkrystalovy difraktometr s osmibitovym mikropocitacem 1Q-151 v nasi
laboratofi. Vlevo je na televizni obrazovce vidét zdznam difrakéni kiivky proslého a difraktovaného svazku (z vlastniho archivu

poskytl J. Kubéna).

Obdobi 70. let minulého stoleti znamenalo pieorien-
tovani celé katedry na vyzkum fyzikalnich vlastnosti
polovodic¢li a zacala se vyznamné rozvijet spoluprace
s tehdejsi Teslou Roznov. Jednalo se pfedevsim o studium
struktury polovodi¢ti modifikovanych implantaci iontd a
o studium defektd v monokrystalech. V rtg laboratofi se
zacaly exponovat prvni topogramy, které pomoci
dvoukrystalového uspofadani pofidil kolem roku 1975
Zdengk Janacek v ramci diplomové prace, viz obr. 1.

Od roku 1973 se v nasi laboratofi nachazi Langova
komora pro topografii se systétmem ABAC (Automatic
Bragg Angle Control) firmy Siemens, ktera se sem dostala
v ramci prvni obchodni dohody po uznani Spolkové
republiky Némecko Ceskoslovenskem. Tato novinka
vyrazné pomohla pfi tehdejSim vyzkumu a byla vyuzivana
az do konce tisicileti. V roce 1975 nastupuje do laboratote
Vaclav Holy, ktery zde zafina svou diplomovou praci
v oblasti studia rtg difrakce kovi. Tézistém védecké prace
v této a pozd¢jsi dobé se pak stalo studium koherence
dynamické difrakce rtg zafeni na dokonalych a nahodné
porusenych krystalech.

V 80. letech 20. stoleti se pokracuje v feSeni fady
teoretickych a experimentalnich problémi, jako bylo
napfiklad studium vzniku kontrastu pii zobrazovani
strukturnich defektti v kfemiku. K tomu byla pouzivana
dvoukrystalova topografie a dalsi difraktometrické metody
aplikované predevsim pro stanoveni objemové hustoty a
jinych parametri mikrodefektt. Byly pouzivany dvou a
trojkrystalové difraktometry vlastni konstrukce. Vyznam-
nym hybatelem a inicidtorem otazek ve vyzkumu v té dobé
byl polovodicovy pramysl, ktery vyzadoval feseni
probléml souvisejicich s vyrobou monokrystali a s
technologii vyroby integrovanych obvodt, napftiklad pii
vzniku defektl pfi iontové implantaci. Od roku 1986 se do
spoluprace s polovodi¢ovym prumyslem v rdmci rtg
laboratofe vyznamné zapojil také Zden€k Bochnicek, ktery
se vénuje studiu vysokoteplotni rentgenové difraktometrie.
V poloviné 80. let se zasluhou stfedoskolakti Alana

Kubény a Pavla Zemcika pod vedenim Josefa Kubény
zprovoziuje ziejmé prvni pocitacem fizeny dvoukrysta-
lovy a trojkrystalovy difraktometr se soucasnym digitalnim
sbérem dat intenzity difraktovaného a proslého svazku
v Ceskoslovensku, viz obr. 2. Osmibitovym poéitatem
IQ-151 byly fizeny krokové motorky, kde unikatnim
systétmem vymeénnych predpruzenych pak bylo mozné
dosahnout pfesnosti otaceni krystalu kolem Braggovy
polohy s krokem 0,8 tthlové vtetiny.

Po roce 1989 sice doslo k rozpadu tehdejsiho ¢esko-
slovenského polovodi¢ového primyslu napojeného na
RVHP, ale na druhé strané otevieni hranic umoznilo
rozvijeni a navazovani novych védeckych kontaktl. Tyto
zmény vyvolaly zdsadni obrat ve vyzkumném zaméteni
laboratofe. Vaclav Holy se stal hlavnim organizatorem
vyzkumu a vid¢im duchem rtg laboratofe a diky svym
mezinarodnim kontaktim se laboratof zacala zabyvat
pfevazné strukturou monokrystalickych a amorfnich
multivrstev, studiem drsnosti rozhrani supermiizek pomoci
difzniho rozptylu a obecné doslo k zaméfeni na tenké
vrstvy. To souviselo také s prechodem ke studiu kvanto-
vych dratd a tecek ke konci tisicileti, kdy se prace
soustfed’'uje i na teoretické 1 experimentalni feSeni
problému difrakce a reflexe na modulovanych strukturach.
Do stavajiciho tymu tii pracovnika pfichazi Petr Mikulik,
nejdiive jako pomocna védecka sila v laboratofi, od roku
1991 jako diplomant s tematikou difrakce na kvaziperio-
dickych supermfiizkach a pozdéji jako doktorand zaby-
vajici se rtg reflektometrii na lateralné strukturovanych
multivrstvach, pficemz ¢ast svého studia stravil v
Grenoblu. Od prvni poloviny 90. let se objevuji vzorky,
kdy pro urceni jejich struktury jiz rtg laboratorni zdroje
nedostacuji, a proto zaCindme experimentovat i na
synchrotronech.

Ptelom nového tisicileti znamenal vyznamnou obnovu
experimentalniho vybaveni v nasi laboratofi. Diky mnoha
kontakttim a spolupraci v zahranici vznikla fada kvalitnich
publikaci, které vzapéti prinesly na tu dobu §tédré projekty.
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Z prostfedktl grantovych agentur bylo mozné rozsiiit a
modernizovat experimentalni zafizeni, které opét dosahlo
urovn¢ srovnatelné se svétovym métitkem. To stimulovalo
dalsi praci hlavné v oboru studia defektt v polovodicovych
nanostrukturach, napéti deformacnich poli a drsnosti
tenkych vrstev, strukturni stability multivrstev pfi
vysokych teplotach a také studium multivrstev jako rtg
zrcadel a jiné rtg optiky pomoci metod ray-tracing. V roce
1997 prichazi do laboratore Mojmir Meduna, ktery se
zabyva studiem tenkych vrstev a drsnosti rozhrani v mate-
ridlech Si a Ge a pokracuje spole¢né s dalsimi doktorandy
(Jan Grim a pozdgji Jifi Novak, ktery po ukonceni
doktorského studia odchazi do ESRF) v charakterizaci
polovodi¢ovych samouspofadanych nanostruktur. V roce
2001 prichazi do nasi laboratote také Ondrej Caha, jehoz
prace se zamétuje na rast tenkych vrstev a jejich studium
pomoci rozptylu rentgenového zateni. V dobé ke konci
tisicileti se také obnovuje spoluprace s polovodicovym
pramyslem (firmy transformované z ptvodni Tesly v
Roznové pod Radhostém) a v ramci spolecnych projektt se
opét podilime na diagndze defektd uvniti kiemiku
vznikajicich vyrobnimi procesy v polovodi¢ové techno-
logii. Tyto problémy jsou studovany pomoci difuzniho
rozptylu v okoli rtg difrakce pii vysokém rozliSeni, na
nichz se podilel student doktorského studia Pavel Klang.

2. Experimentalni vybaveni laboratore

Ptedevsim od roku 1997 zacalo dochazet k vyrazné moder-
nizaci laboratofe, kdy zacaly byt postupné nahrazovany
zdroje Mikrometa zdroji modernimi a dochazelo
k sestavovani novych zafizeni s novymi optickymi
elementy. Nase laboratof byla v té dob¢ jedina v republice,
kde bylo uspésné pouzivano Gobelovo parabolické zrcadlo
[5]. V t& dobé jsme také zprovoznili polohové citlivy
detektor mBRAUN. Diky podpofe védecké prace nasi
laboratofe Grantovou Agenturou CR a MSMT doslo
béhem 5 let ke kompletni pfestavbé tii rtg aparatur, jejichz
zakladni charakteristika a zamér pouZzivani je ve velké mife
zachovan dodnes. Piesto jsme béhem poslednich 2 let
provedli za pomoci financi z Vyzkumného zaméru a
projekti  GACR dal§i vyraznou modernizaci vsech
zafizeni.

2.1 Difraktometr s Bartelsovym monochromatorem
pro méreni diftizniho rozptylu a deformacnich poli
v okoli difrakénich bodi na odraz a na priuchod

Difraktometr ,,Bartels* byl sestaven v roce 2003 pivodné
ze soucasti difraktometru vyuzivajici starou Mikrometu a
goniometr Siemens. Zdroj byl nahrazen novou rentgenkou
s ohniskem 8x0,04 mm’ a vysokonap&fovym (VN)
zdrojem Kristaloflex 760 od firmy Bruker a pro zvySeni
toku intenzity bylo pouzito Gébelovo parabolické zrcadlo
firmy AXO. Vzhledem k tomu, Ze aparatura byla primarné
sestavena za ucelem méteni diftzniho rozptylu v okoli
difrak¢énich bodi a stanovovani deformacnich poli defektt
uvnitt polovodicovych krystal, pro monochromatizaci byl
pouzit Ge Bartelstiv monochromator v difrakci na rovinach
220 justovatelny pakovym systémem a jako analyzator byl
pouzit dvoukrystal, rovnéz Ge 220, ktery je odnimatelny z
ramene goniometru, viz obr. 3. Od roku 2010 je také
mozné, po vyméné parabolického zrcadla a Ge mono-

chromator(, provozovat celou aparaturu s molybdenovou
rentgenkou, coZ nam umoziuje méfit napétfova pole
defektt v Si deskach tlustych az 3 mm v Laueho difrakcina
prichod.

Goniometr byl na zakazku vyroben u firmy Delong In-
struments, pricemz v minulém roce k nému byla dodana
navic goniometricka kolébka umoznujici motorizovany
naklon vzorku. Pro detekci uzivame dva scintilacni
detektory Radicon se sadou automaticky nastavitelnych
absorpCnich filtr. Celd aparatura je fizena softwarem
»X-ray goniometr control MAR®, vyvinutym v nasi
laboratofi Alanem Kubénou a spouSténym v prostiedi
Matlab. Tento software umoziuje fizeni celé¢ho
goniometru a sbéru intenzit z obou pouzivanych detektorti
soucasn¢.

2.2 Reflektometr pro studium reflektivity a difizniho
rozptylu na multivrstviach a difraktometr pro méfeni
praskové difrakce s vysokou intenzitou s mozZnosti roz-
Sifeni o in-situ vysokoteplotni vakuovou komiirku s
omezenym thlovym oborem

Pivodné reflektometr ,,Huber byla Giplné prvni novodoba
rtg aparatura sestavena z nové zakoupenych komponent
v roce 1997. M&déna rentgenka s ohniskem 8x0,04 mm?® je
napajena z VN zdroje Kristaloflex 760 od firmy Siemens a
rtg paprsek je dale kolimovan a ¢aste¢né monochromatiz-
ovan Gobelovym parabolickym zrcadlem firmy Osmic, viz
obr. 4. Pro potieby rtg reflektometrie a praskové difrakce je
monochromatizace na uroveil Cu Koy a Cu Ko, s diver-
genci 0,03° dostatecna. To nam umoznuje dosahnout toku
intenzity v plném primarnim svazku 8x1,3 mm’ pii para-
metrech zdroje 40 kV a 30 mA az 1,5 10® cps. Za zrcadlem
nasleduje sada 8 absorpénich automatickych filtri a
pomala zavérka pro vypnuti svazku.

Na rameni 2theta goniometru je mozné umistit bud’
Gobelovo parabolické zrcadlo Osmic, pro snizeni pozadi a
jako uhloveé citlivy detektor, nebo Sollerova clona s grafi-
tovym monochromatorem pro difrakci na polykrysta-
lickych vrstvach. Pro detekci zafeni pouzivame scintilacni
detektor Radicon.

Tato aparatura obsahuje také komponenty, které
umoznuji jeji prestavéni pro meteni praskové difrakce pod
malymi thly v uspofadani GID (Grazing Incidence Dif-
fraction). Toto uspofddani provozoval hlavné v letech
20052008 v ramci své diserta¢ni prace Jan Krémar [6].

Samotny theta-2theta goniometr, od firmy Huber, byl
v lofiském roce rozSifen o goniometrickou kolébku
s naklonem vzorku vyrobenou na zakazku u Delong Instru-
ments. Systém upevnéni vzorku je vyménitelny. Na tuto
kolébku je mozné umistit bud’ stolek s rotaci azimutu
vzorku pro méfeni za pokojovych podminek anebo dvou-
plastovou vakuovou vysokoteplotni komoru s kapto-
novymi okénky a turbomolekularni vyvévou umoznujici
in-situ méfeni reflexe a nékterych difrakénich maxim az do
teplot 1000 °C pfi tlacich tadové do 10°° mbar. Systém ti
kaptonovych okének v libovoln¢ orientovatelném plasti
dovoluje méteni vSech obvyklych difrakei. Celé zatizeni je
opét ovladano softwarem vyvinutym v nasi laboratofi
Alanem Kubénou v prostredi Matlab.
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s vysokym rozliSenim.

2.3 Reflektometr s vakuovou pickou pro méieni reflek-
tivity in-situ urceny ke studiu tepelné stability multivrs-
tev

Dalsi reflektometr byl zkonstruovan kolem roku 2000 opét
z puvodni aparatury, kterou tvofil stary zdroj Mikrometa
2E, systém pakovych pievodl a teplotni komulrka. V té
dob¢ byla pii prestavbé Mikrometa jesté zachovana, ale
kompletné byla inovovana méfici ¢ast — novy goniometr
s optikou a detektorem. Pouzivala se médéné rentgenka
s ohniskem 5 x 0,1 mm?. Firmou Delong Instruments byl na
zakazku vyroben goniometr s horizontalni osou, jehoZz
soucasti je pfimo vakuova komora s Be okénky, kde vzorek
je v nulové poloze umistén témét vodorovné a rameno
s detektorem se zveda, viz obr. 5. Samotnd komora
umoziuje in-situ méfeni pouze u rtg reflexe do teplot
650 °C pii tlacich tadové do 10°° mbar.

Zatreni vychazejici z rentgenky je kolimovéno a
monochromatizovano Gébelovym parabolickym zrcadlem
a po prichodu 1 m dlouhou vakuovou trubici dopada na
vzorek. Aparatura byla puvodné navrzena i pro méfeni
reflexe na kapalinach, takze primarni svazek je mirné
sklonény vici vodorovné poloze. Na rameni se scinti-
la¢nim detektorem Radicon je pied sadou absorpénich
filtrt  umisténa sada dvou rovinnych rtg zrcadel
z multivrstev v sériovém usporadani, které slouzi jako
sekundarni monochromator pro odstranéni zbyvajici ¢ary
Cu Kp a vytvari tak thlové citlivy detektor.

Obrazek 3. Difraktometr s Bartelsovym monochromatorem pro méfeni difazniho rozptylu

absorbéry |

‘vzorek

—

V roce 2008 byl stary VN zdroj Mikrometa nahrazen
novym zdrojem vyrobenym na zakazku na Ustavu piistro-
jové techniky AV CR (UPT) v Brné. Kompletni méfeni
vcetné fizeni teplotni komory je ovladano softwarem X2,
jehoz autorem je Zdenc¢k Bochnicek. Toto zafizeni je
v soulasnosti spravovano ve spolupraci s Ustavem
fyzikalni elektroniky na nasi fakulté.

2.4 Mikrofokusni zdroj JEOL

Za ucelem moznosti pofizovani topografickych snimkt Si
desek a zviditelnovani defektl po jejich procesnim zihani
byl na nas Gstav v roce 2009 ptestéhovan ptivodné vyta-
zeny rtg zdroj — mikrofokusni jednotka JEOL JIMX-8H
s minimalni velikosti ohniska 10 pm a volitelnymi
materialy antikatody. K nému pfislusi goniometr pro
Langovu difrakéni topografii a scintilacni detektor.

2.5 Skolni rentgenova aparatura PHYWE

V roce 2004 byl do praktika z pevnych latek, vyucovaném
ve 3. ro¢niku bakalafského studia, pofizen maly stolni
Skolni rentgen se vzduchem chlazenou rentgenkou o
maximalnim vykonu zdroje 35 kV a 1 mA. Toto zafizeni
obsahuje sestavu s goniometrem pro $kolni demonstrace
méfeni rtg spekter, praskove difrakce, snimani Lauegram
a zobrazovani radiografickych snimkti na velkém
fluorescenénim stinitku. Experimenty je mozné provadét

© Krystalograficka spolecnost



k26 Struktura 2010 - Lectures

&

Materials Structure, vol. 17, no. 2a (2010)

absorbéry

Parabolické
zrcadlo

detektor

Radicon
—1

Goniometr Huber

vakuovou komorou

s vymeénitelnou teplotni

|

rentgenka
Cu

komorou a vpravo pohled do vnittku komory s topnym télesem.

s médénou nebo molybdenovou rentgenkou. Pozd¢ji byla
sada uloh na tomto pfistroji roz$ifena o méfeni rtg emisnich
spekter a detekce riznych prvkl za pouziti polovodico-
vého spektralné citlivého PIN detektoru.

3. Dalsi vyzkumné aktivity

Od roku 2004, po ¢astecném odchodu Vaclava Holého do
Prahy, nase laboratof spolupracuje vyznamné s Katedrou
fyziky kondenzovanych latek na Matematicko-fyzikalni
fakult¢ Karlovy univerzity v Praze. Témata spoluprace
spocCivaji pfedevsim v oblasti studia deformacnich poli od
defekti v polovodicich, v nanostrukturach a magnetickych
vrstvach. Kromé fady spole¢nych publikaci jsou vysled-
kem této spoluprace také navstévy naSich studentli na
spolupracujicim pracovisti.

Nase rtg laboratof spolupracuje také dlouha 1éta
s Ustavem fyziky polovodi¢a Univerzity J. Keplera v Linzi
(Rakousko) a vysledkem této spoluprace je velka tada
spole¢nych publikaci, zejména s G. Bauerem a J. Stanglem.
laboratofe stravila v Linzi mnohamési¢ni stdze. Vysledky
téchto praci byly hlavné v oblasti rtg difizniho rozptylu na
polovodi¢ovych  nanostrukturach,  heterostrukturach,

Obrazek 4. Reflektometr a difraktometr s nizkym rozlisSenim a vakuovou komorou do teplot 1000 °C. Vlevo je pohled na goniometr s

i |

vzorek l\ Parabolické
zrcadlo nebo
grafitovy monochromator
TSoIIerova clona T

.

studium jejich tepelné stability a difuze studované pomoci
rtg rozptylu.

V oblasti simulaci rdstu epitaxnich vrstev a vypoctd
napéti v tenkych vrstvach spolupracujeme s oddélenim
fyziky Univerzity v Houstonu, USA (S.C. Moss, K.E.
Bassler). Tyto vypocty pouzivame pro srovnani s redlnou
strukturou polovodiCovych multivrstev zjisténou rtg
metodami. V této oblasti spolupracujeme rovnéz s
Ustavem taZeni krystali v Berling (M. Schmidbauer).

Pracovnici nasi laboratofe se ucastni a podnikaji fady
experimentl na synchrotronech, to na ESRF v Grenoblu,
na DESY v Hamburku ¢i na synchrotronu ANKA
v Karlsruhe. Diky uZzsi spolupraci s experty z experimen-
talnich linii v ESRF (BM20, ID01, ID19, BM5) vznikly
nékteré prace z oblasti difize v SiGe a polovodi¢ovych
meso a nanostruktur, rtg zobrazovacich metod a rtg optiky.

Béhem poslednich 5 let jsme se také podileli na
projektu standardizace metody rtg reflektometrie pod
zastitou projekti VAMAS. Spole¢né s kolegy na université
v Brescii (Itdlie), ktefi jsou koordinatory projektu, a
dal$imi asi 20 laboratofemi z celého svéta, jsme provedli
méfeni reprodukovatelnosti metody rtg reflexe a v
soucasnosti vznika standard ISO pro tuto techniku.

© Krystalograficka spole¢nost



Materials Structure, vol. 17, no. 2a (2010)

k27

rentgenka
Cu

Goniometr
Delong Instruments

vzorek vodorovné

Dvojice multivrstev
- sekundarni monochromator

[

f

|
et

Parabolické yakuova trubice
zrcadlo

V

vakuova picka

Radicon

I detektor
]

absorbéry

vyvéva

oG TomE

W I Tmm

Obrazek 5. Vertikalni reflektometr s vysokoteplotni vakuovou komorou do 650 °C.

Nase laboratot udrzuje také spolupraci s Fyzikalnim
ustavem v Praze (J. Hrdy), Elektrotechnickym ustavem
Slovenské akademie véd v PieStanech a Bratislaveé (D.
Korytar, M. Jergel), s Ustavem pro Nano a Biosystémy ve
Vyzkumném centru Jiilich (G. Mussler, D. Griitzmacher),
Ustavem pro synchrotronové zafeni v Karlsruhe (T.
Baumbach, M. Riotte) a dalsi.

Velmi vyznamnou kapitolu védecké Cinnosti nasi rtg
laboratofe zahrnuje vyzkum defektd v krystalickém
ktemiku, studium vlivu teplotnich procesti na precipitaci
kysliku a tvorby dalSich defektd. V tomto sméru jiz po
mnoho desetileti udrzuje nas ustav spolupraci s polovo-
di¢ovymi firmami v Roznové pod Radhostem (dfive Tesla
Sezam a Terosil, dnes ON Semiconductor Czech Repub-
lic).

4. Zavér

V nejblizsich letech planujeme zachovat soucasné odborné
zamefeni rtg laboratofe. Studium tenkovrstevnatych
struktur a nanostruktur je velmi perspektivni pro své elek-
tronické, optoelektronické a magnetické aplikace. Tézis-
tém vyzkumu v laboratofi bude nadile studium
deformacnich poli defektd v krystalickém kiemiku a
dalsich polovodicich, studium tepelné stability materialti.
Vyhodou pouzivanych experimentalnich zafizeni bude i
nadale jejich modularita, moznost pfestavby a tudiz znalost
moznych technickych problémti pfi provozu, na druhé
stran¢ tytéz vyhody piinaseji i nevyhody, kdy ¢as na
vyzkum je potfeba vénovat konstrukci, ladéni a technic-

kym problémim aparatury. Z toho dtévodu planujeme
v nasi laboratofi také nakup kompletniho komeréniho
difraktometru, od které¢ho si slibujeme usetfeny cas pfi
meéfeni. Nase laboratof se bude také nadale podilet na
vyuce studentti a vychoveé novych odbornikti v rentgenové
strukturni analyze.
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